О МОДЕЛИРОВАНИИ МАГНИТОСТАТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ДЕФЕКТОВ ПРОВОДНИКАМИ С ТОКОМ            
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В магнитной дефектоскопии в качестве моделей бесконечно протяженных узких дефектов часто используют проводники с током [1, 2], расположенные в их вершинах. Особенно удобным такой способ моделирования оказался для косоугольных дефектов, плоскость которых расположена под углом 
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(отличным от 90() к поверхности изделия. При этом токи в вершинах равны по величине и противоположны по направлению.

При измерении тангенциальной компоненты поля дефекта 
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 [3] было показано, что топография 
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 существенно зависит от величины приложенного поля 
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. По этой причине при применении модели, использующей проводники с токами, не удается получить удовлетворительного совпадения с экспериментом во всем диапазоне намагничивающих полей. Для более точного совпадения расчета с экспериментом предлагается считать токи в верхней и нижней вершинах дефекта неодинаковыми. Тогда формула для тангенциальной составляющей поля дефекта примет следующий вид:
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где  
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 и 
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 –  текущие координаты, 
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– глубина дефекта, 
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 и  
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 – токи соответственно в верхней и нижней вершинах дефекта, при этом 
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Топография составляющей 
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поля дефекта в самых слабых намагничивающих полях может быть представлена полем одного проводника с током 
[image: image13.wmf]1

I

, расположенным в верхней вершине. С увеличением 
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 ток 
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 в проводнике, расположенном в нижней вершине, растет и оказывает все большее влияние на поле 
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. При некотором намагничивающем поле токи в вершинах дефекта становятся равными. Сравнение расчетных (при изменении тока 
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 от 0 до 
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) и экспериментальных (при изменении 
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 от 3 до 150 А/см) данных показывает хорошее их совпадение.

Аналогичные результаты были получены при исследовании наклонных к поверхности изделия дефектов при изменении угла наклона от 10 до 80(.

Таким образом, при применении токовой модели, для лучшего совпадения расчетных данных с экспериментальными, необходимо использовать различное соотношение между токами в верхней и нижней вершинах дефектах.
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